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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
FERRITE CORES –  

GUIDELINES ON  THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES –  
 

Part 8:  PQ-cores  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  Standards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati onal  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  con tent  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi ble  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparen tl y to  the  maximum  extent  possible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  users  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agents  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Comm i ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts.  

I n ternational  Standard  I EC 60424-8  has  been  prepared  by techn ical  committee  51 :  Magnetic 
components  and  ferri te  materia ls .  

The  text of th is  s tandard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

CDV Report  on  voti ng  

51 /1 078/CDV 51 /1 084/RVC 

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  tab le.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/I EC  D i recti ves,  Part 2 .  
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A l i s t  of a l l  parts  i n  the  I EC 60424  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Ferrite  cores – 
Guidelines on the limits of surface irregularities,  can  be  found  on  the  I EC websi te.  

Fu ture  s tandards  i n  th is  series  wi l l  carry the  new general  t i t l e  as  ci ted  above.  T i tl es  of existi ng  
standards  i n  th is  series  wi l l  be  updated  at  the  time of the  next ed i ti on .  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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FERRITE CORES –  
GUIDELINES ON  THE LIMITS OF SURFACE IRREGULARITIES –  

 
Part 8:  PQ-cores  

 
 
 

1  Scope 

This  part  of I EC 60424  g ives  gu idance  on  a l l owable  l im i ts  of surface  i rregu lari ti es  appl icable  
to  PQ-cores  in  accordance  wi th  the  re levan t generic speci fication .   

Th is  s tandard  is  cons idered  as  a  sectional  speci fication  usefu l  i n  the  negotiation  between  
ferri te  core  manufacturers  and  users  about  surface  i rregu lari ties.   

2  Normative references  

The fo l l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normative l y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl i es .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60401 -1 ,  Terms and nomenclature for cores made of magnetically soft ferrites – Part 1 :  
Terms used for physical irregularities  

I EC  60424-1 ,  Ferrite  cores – Guide on  the limits of surface irregularities – Part 1 :  General 
specification  

3 Terms and  defin i tions   

For the  purposes  of th is  document,  the  terms  and  defin i ti ons  g i ven  in  I EC 60424-1  and  
I EC 60401 -1 ,  as  wel l  as  the  fo l lowing  apply.  

3. 1   
pores   
holes  l eft on  the  surface  of cores  after s in tering  and  surface  fi n ish ing   

SEE:  F igure  1 .  

 

Figure 1  – Examples  of surface i rregu lari ti es  
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4 Limits  of surface i rregulari ties  

4. 1  Ch ips  and  ragged  edges  

4. 1 . 1  Ch ips  and  ragged  edges  located  on  the  mating  surface   

The areas  of the  ch ips  l ocated  on  the  mating  surface  (see  C1  and  C1 ’  i rregu lari ti es  i n  F i gure  2)  
sha l l  not  exceed  the  fol lowing  l im i ts:  

– the  cumu lati ve  area  of the  ch ips  l ocated  on  the  mating  surface  shal l  be  l ess  than  4  %  of 
the  tota l  mating  surface;  

– the  cumu lati ve  area  of the  ch ips  l ocated  on  the  cen tre  post mating  surface  shal l  be  l ess  
than  2  %  of the  tota l  mating  surface;  

– the  cumu lati ve  area  of the  ch ips  l ocated  on  the  mating  surface  of one  ou ter l eg  shal l  be  
l ess  than  1  %  of the  tota l  mating  surface;  

The  tota l  l ength  of the  ragged  edges  shal l  be  less  than  25  %  of the  perimeter of the  re levant  
mating  surface.  

4. 1 .2  Ch ips  located  on  other surfaces   

The areas  of the  ch ips  l ocated  on  the  other surfaces  (see  C2,  C2 ’ ,  C3  and  C3’  i rregu lari ties  i n  
F i gure  2)  sha l l  not  exceed  the  fol l owing  l im i ts :  

– the  a l lowable  ch ipping  areas  are  doubled  as  compared  to  the  l im i ts  for the  whole  mating  
surfaces  (see  Table  1 ) ;  

– the  ru le  for the  ragged  edges  is  the  same as  for the  mating  su rfaces;  

– ch ips  and  ragged  edges  are  not acceptable  on  the  i nner edges  of the  wi re  s l ot  area.  

 

 

Figure 2  – Ch ips  and  ragged  edges  location   

The l im i ts  of a l l owable  ch ipping  areas  shal l  be  i n  accordance wi th  Table  1 .  
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Table  1  – Limi ts  for al lowable  ch ipping  areas  

Unit:  mm2  

Core si ze  
Ch ipping  on  

mating  surface  of 
one  outer l eg  

Ch ipping  on  
mating  surface of 

centre  post  

Overal l  ch ipping  
on  mating  surface   

Overal l  ch ipping  
on  other surfaces  

PQ20/1 6  <  1 , 0  <  2 , 0  <  4 , 5  <  9 , 0  

PQ20/20  <  1 , 0  <  2 , 0  <  4 , 5  <  9 , 0  

PQ26/20  <  2 , 0  <  4 , 5  <  9 , 5  <  1 9 , 0  

PQ26/25  <  2 , 0  <  4 , 5  <  9 , 5  <  1 9 , 0  

PQ32/20  <  3 , 0  <  6 , 0  <  1 2 , 0  <  24 , 0  

PQ32/30  <  3 , 0  <  6 , 0  <  1 2 , 0  <  24 , 0  

PQ35/35  <  3 , 0  <  6 , 5  <  1 3 , 0  <  26, 0  

PQ40/40  <  3 , 5  <  7 , 0  <  1 4 , 0  <  28, 0  

PQ50/50  <  6 , 0  <  1 2 , 5  <  25, 0  <  50, 0  

NOTE  For the  relevant  core  s i zes  refer to  I EC 6231 7-1 3.  

 

The area  and  l eng th  reference  of i rregu lari ti es  for visual  i nspection  are  g iven  i n  Table  2 .  
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Table  2  – Area  and  l ength  reference  of i rregu lari ties  for visual  inspection   
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4.2  Cracks   

Figu re  3  shows  examples  of cracks  l ocation  on  PQ-cores:  

– a  s i ng le  crack wh ich  i n tersects  the  perimeter of the  re levant  surface  at  two  poin ts  i s  not 
acceptable  (see  S1  in  F igure  3) ;  

– the  number of the  cracks  l ocated  on  the  same surface  shal l  not  exceed  3.  

The  l im i ts  of cracks  at  various  locations  shown  i n  F igu re  3  are  g i ven  i n  Table  3.  

 

Key 

S1  to  S8:  types  of cracks  (for l im i ts  for cracks,  see  Table  3 )  

Figure 3  – Cracks  location   

The reference  d imensions  for PQ-cores  g i ven  in  F igure  4  correspond  to  the  cores  defined  i n  
I EC 60401 -2.  

 

Key 

A Overal l  l eng th  of the  core  back  

B  Outs ide  l eg  l ength  of core  

C  Core  wi d th  

D  I ns i de  l eg  l ength  or avai l abl e  bobbi n  depth  

F  Centre  post  d i ameter 

Figure 4  – Reference d imensions  for PQ-cores   
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Table  3  – Limi ts  for cracks  

Typea  Location  Lim i ts  for s ing l e  crack Lim i ts  for mu l tiple  
cracks  

S1   Any pl ace  Not  acceptable  Not acceptable  

S2  Outer wal l  20  %  ×  C  40  %  ×  C  

S3  Mati ng  su rface  of ou ter l egs  20  %  ×  C  40  %  ×  C  

S4  Mati ng  su rface  of cen tre-post 20  %  ×  F  40  %  ×  F  

S5  Bottom  surface  25  %  ×  (B  – D)  50  %  ×  (B  – D)  

S6  Back wal l  25  %  ×  (B  – D)  50  %  ×  (B  – D)  

S7  Centre-post wal l   20  %  ×  F  40  %  ×  F  

S8  Back su rface  25  %  ×  C  50  %  ×  C  

S9  Back su rface  20  %  ×  C  40  %  ×  C  

For,  B ,  C,  D,  F  see  F i gure  4 .  

a  See  F igure  3 .  

 

4.3  Pu l l -out  

Figu re  5  shows an  example  of a  pu l l -ou t location  on  the  PQ-core.  

The  cumu lati ve  area  of the  pu l l -ou t l ocated  on  the  bottom  surface  shal l  be  l ess  than  25  %  of 
the  tota l  respective  surface  area.  

 

Figure 5  – Pu l l -out  location  

4.4  Crystal l i tes   

Figure  6  shows  an  example  of crystal l i tes  location  on  the  PQ-core:  

– the  s i ng le  area  of the  crystal l i tes  located  on  any surface  shal l  be  less  than  2  %  of the  
respective  surface  area;  

– the  cumu lati ve  area  of the  crystal l i tes  located  on  any surface  shal l  be  less  than  4  %  of the  
respective  surface  area.  
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Figure 6  – Crystal l i tes  location  

4.5  Flash   

Figu re  7  shows  an  example  of flash  l ocation  on  the  PQ-core:  

– wi th  chamfering  around  the  back surface,  the  flash  height  shal l  not  exceed  the  back 
surface  of the  core;  

– wi thout chamfering  around  the  back surface,  the  fl ash  i s  not  acceptable.   

 

Figure 7  – Flash  location  

4.6  Pores   

Figure  8  shows  an  example  of pores  location  on  the  PQ-core:  

– the  number of pores  l ocated  on  the  same surface  shal l  not exceed  2 ;  the  tota l  number of 
pores  l ocated  on  a l l  surfaces  shal l  not exceed  5;  

– a  hole  wi th  an  area  l arger than  1  mm 2  on  any surface  is  not acceptable.  

IEC  
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Figure 8  – Pores  location  
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
NOYAUX FERRITES  –  

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES  AUX LIMITES  
DES IRRÉGULARITÉS DE  SURFACE –  

 
Partie  8:  Noyaux PQ 

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  i n ternati ona les,  
des  Spéci fi cations  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  d es  Spéci fi cations  accessib les  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC").  Leur é l aborati on  est  confiée  à  des  com i tés  d 'études,  aux 
travaux desquels  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa l es ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pent  égal ement  aux 
travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternati onale  de  Normal i sation  ( I SO),  selon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  d eux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  de  l ’ I EC concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  dans  l a  mesure  
du  possibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud iés ,  étant  donné  que  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peu t pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res,  
y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préjud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage de  q uel que  
natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  fra i s  de  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cation  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L ’ atten tion  est  atti rée  sur l e  fa i t  que  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  de  te l s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La  Norme in ternationale  I EC  60424-8  a  été  établ i e  par l e  com i té  d ’études  51  de  l ' I EC:  
Composants  magnétiques  et ferri tes.  

Le  texte  de  cette  norme est  i ssu  des  documents  su ivants :  

CDV Rapport  de  vote  

51 /1 078/CDV 51 /1 084/RVC 

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  
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Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  toutes  l es  parties  de  l a  série  I EC 60424,  publ iées  sous  l e  ti tre  général  Noyaux 
ferrites – Lignes directrices relatives aux limites des irrégularités de surface ,  peu t être  
consu l tée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Les  fu tures  normes  de  cette  série  porteron t dorénavant l e  nouveau  ti tre  général  ci té  ci -dessus.  
Le  ti tre  des  normes  existan t déjà  dans  cette  série  sera  m is  à  j ou r l ors  de  la  prochaine  éd i tion .  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avant  la  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  su r l e  s i te  web  de  l ’ I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch "  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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NOYAUX FERRITES  –  
LIGNES DIRECTRICES RELATIVES  AUX LIMITES  

DES IRRÉGULARITÉS DE  SURFACE –  
 

Partie  8:  Noyaux PQ 
 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La présen te  partie  de  l ' I EC  60424  est un  gu ide  re lati f aux l im i tes  d ' i rrégu lari tés  de  surface  
adm iss ibles  des  noyaux PQ  conformément à  l a  spéci fication  générique  appl icable.   

La  présen te  norme est considérée  comme une  spéci fication  i n terméd iai re  u ti le  en  cas  de  
négociation  en tre  les  fabrican ts  de  noyaux ferri tes  et l es  u ti l i sateurs  à  propos  des  i rrégu lari tés  
de  surface.   

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

I EC 60401 -1 ,  Termes et nomenclature pour noyaux en matériaux ferrites magnétiquement 
doux – Partie  1 :  Termes utilisés pour les irrégularités physiques 

I EC 60424-1 ,  Noyaux ferrites – Guide relatif aux limites des irrégularités de surface – Partie  1 :  
Spécification générale  

3 Termes et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présen t document,  l es  termes  et défi n i ti ons  de  l ’ I EC  60424-1  et de  
l ’ I EC 60401 -1 ,  a ins i  q ue  l es  su ivan ts  s 'appl i quent.  

3. 1   
pores  
trous  l a issés  à  l a  surface  des  noyaux après  fri ttage  et  fi n i tion  de  su rface   

VOIR:  F igure  1 .  
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Figure  1  – Exemples  d ' i rrégu lari tés  de  surface  

4  Limites  des  i rrégulari tés  de surface  

4. 1  Eclats  et  ang les  ébréchés  

4. 1 . 1  Eclats  et ang les  ébréchés  si tués  sur l a  surface  de  contact  

Les  surfaces  des  éclats  s i tués  sur la  surface  de  con tact (voi r l es  i rrégu lari tés  C1  et  C1 '  sur l a  
F igu re  2)  ne  doiven t pas  dépasser l es  l im i tes  su ivan tes:  

– l a  surface  cumu lée  des  éclats  s i tués  sur l a  su rface  de  con tact doi t  être  in férieure  à  4  %  de  
l a  surface  de  con tact tota le;  

– l a  su rface  cumu lée  des  éclats  s i tués  sur l e  pôle  cen tral  d oi t  être  i n férieure  à  2  %  de  l a  
surface  de  con tact tota le ;  

– l a  surface  cumu lée  des  éclats  s i tués  sur l a  surface  de  contact d 'une  branche externe  doi t  
être  i n férieure  à  1  %  de  l a  surface  de  contact tota le.  

La  longueur tota le  des  ang les  ébréchés  doi t être  i n férieure  à  25  %  du  périmètre  de  l a  surface  
de  con tact correspondante.  

4. 1 .2  Eclats  si tués  sur d 'autres  surfaces   

Les  surfaces  des  éclats  s i tuées  sur l es  au tres  su rfaces  (voir l es  i rrégu lari tés  C2 ,  C2 ’ ,  C3  et 
C3 ’  sur l a  F igure  2)  ne  doivent  pas  dépasser les  l im i tes  su ivan tes :  

– l es  surfaces  adm issib les  des  éclats  sont le  double  des  l im i tes  pour l 'ensemble  des  
surfaces  de  con tact (voi r Tableau  1 ) ;  

–  l a  règ le  pour l es  ang les  ébréchés  est  l a  même que  pour l es  surfaces  de  con tact;  

– l es  éclats  et  l es  ang les  ébréchés  ne  sont pas  acceptables  sur l es  ang les  in térieurs  de  l a  
zone  d 'encoche de  passage  de  fi l .  
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Figure 2  – Emplacements  des  éclats  et des  ang les  ébréchés  

Les  l im i tes  des  surfaces  adm issibles  des  éclats  doivent être  conformes  au  Tableau  1 .  

Tableau  1  – Limites  des  surfaces  admissibles  des  éclats  

Unité:  mm2  

Tai l l e  de  noyau  

Eclats  sur l a  
surface de  con tact 

d 'une branche 
externe  

Eclats  sur l a  
surface de  con tact 
d 'un  pôle  cen tral  

Ensemble  des  
éclats  su r l a  

surface  de  con tact  

Ensemble  des  
éclats  su r l es  

autres  surfaces  

PQ20/1 6  <  1 , 0  <  2, 0  < 4, 5  <  9, 0  

PQ20/20  <  1 , 0  <  2, 0  < 4, 5  <  9, 0  

PQ26/20  <  2, 0  <  4, 5  < 9, 5  <  1 9, 0  

PQ26/25  <  2, 0  <  4, 5  < 9, 5  <  1 9, 0  

PQ32/20  <  3, 0  <  6, 0  < 1 2, 0  <  24, 0  

PQ32/30  <  3, 0  <  6, 0  < 1 2, 0  <  24, 0  

PQ35/35  <  3, 0  <  6, 5  < 1 3, 0  <  26, 0  

PQ40/40  <  3, 5  <  7, 0  < 1 4, 0  <  28, 0  

PQ50/50  <  6, 0  <  1 2 , 5  < 25, 0  <  50, 0  

NOTE  Les  tai l l es  de  noyaux appl i cables  fon t  référence  à  l ' I EC 6231 7-1 3.  

 

Les  surfaces  et l es  longueurs  de  référence  des  i rrégu lari tés  pour l ' i nspection  visuel le  son t 
données  dans  l e  Tableau  2 .  
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Tableau  2  – Surfaces  et  longueurs  de  référence  des  i rrégu lari tés  
pour l ' inspection  visuel le  
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4.2  Fissures  

La  F igure  3  montre  des  exemples  d ’emplacements  de  fissures  sur les  noyaux PQ:  

– une  fi ssure  qu i  coupe l e  périmètre  de  l a  surface  concernée en  deux poin ts  n 'est pas  
acceptable  (voi r S1  sur l a  F igure  3) ;  

– une  seu le  surface  ne  doi t  pas  comporter p lus  de  3  fi ssures.  

Les  l im i tes  des  fissures  à  d i fférents  endroi ts  représentés  sur l a  F igure  3  sont données  dans  l e  
Tableau  3.  

 

Légende  

S1  à  S8  types  de  fi ssures  (pour l es  l im i tes  pou r l es  fi ssures,  voi r Tabl eau  3)  

Figure  3  – Emplacements  des  fissures  

Les  d imensions  de  référence  pour les  noyaux PQ de  l a  F igure  4  corresponden t aux noyaux 
défin is  dans  l ' I EC  60401 -2.  

 

Légende  

A Longueur totale  du  fond  de  noyau  

B  Longueur extéri eu re  de  l a  branche  du  noyau  

C  Largeur d u  noyau  

D  Longueur i n térieure  de  l a  branche  ou  profondeu r de  bobine  d i spon ib le  

F  D iamètre  d u  pô le  central  

SFigure 4 – Dimensions  de  référence  des  noyaux PQ  
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Tableau  3  – Limi tes  pour les  fissures  

Typea  Emplacement  Limi tes  pour une  seu le  
fi ssu re  

Limi tes  pour plusi eurs  
fi ssu res  

S1   N ' importe  où  Non  acceptab le  Non  acceptab le  

S2  Paroi  externe  20  %  ×  C  40  %  ×  C  

S3  
Surface  de  contact  d es  branches  

externes  20  %  ×  C  40  %  ×  C  

S4  Surface  de  contact d u  pôl e  cen tral  20  %  ×  F  40  %  ×  F  

S5  Surface  i n féri eu re  25  %  ×  (B  – D)  50  %  ×  (B  – D)  

S6  Paroi  arrière  25  %  ×  (B  – D)  50  %  ×  (B  – D)  

S7  Paroi  du  pôle  centra l   20  %  ×  F  40  %  ×  F  

S8  Surface  arrière  25  %  ×  C  50  %  ×  C  

S9  Surface  arrière  20  %  ×  C  40  %  ×  C  

Pour B ,  C,  D ,  F  voi r F i gu re  4 .  

a  Voi r F i gure  3 .  

 

4.3  Col lage  

La  F igure  5  montre  un  exemple  de  l ocal isation  de  col l age  sur l e  noyau  PQ.  

La  surface  cumu lée  des  col l ages  s i tués  sur la  surface  arrière  doi t être  i n férieure  à  25  %  de  l a  
surface  respective  tota le.  

 

 

Figure 5  – Emplacements  des  col lages  

4.4  Cristal l i tes  

La  F igure  6  montre  un  exemple  de  l ocal isation  de  crista l l i te  sur l e  noyau  PQ:  

– l a  surface  de  chaque  cri sta l l i te  s i tuée  sur n ' importe  quel le  surface  doi t  être  i n férieure  à  
2  %  de  la  surface  respective;  

– l a  surface  cumu lée  des  crista l l i tes  s i tuées  sur n ' importe  quel l e  surface  doi t  être  i n férieure  
à  4  %  de  l a  surface  respective.  
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Figure 6  – Emplacements  des  cristal l i tes   

4. 5  Bavures  

La  F igure  7  montre  un  exemple  de  l ocal isation  de  bavure  sur l e  noyau  PQ:  

– l orsque  l e  tour de  la  surface  arrière  est  chanfreiné,  l a  hauteur des  bavures  ne  doi t  pas  
dépasser l a  surface  arrière  du  noyau ;  

– l orsque  l e  tour de  l a  surface  arrière  n 'est pas  chanfre iné,  l es  bavures  ne  sont pas  
acceptables.   

 

 

Figure 7  – Emplacements  des  bavures  

4.6  Pores  

La  F igure  8  montre  un  exemple  de  l ocal isation  de  pore  sur le  noyau  PQ:  

– une  seu le  surface  ne  doi t  pas  comporter p lus  de  2  pores.  L'ensemble  des  surfaces  ne  doi t  
pas  comporter p l us  de  5  pores;  

– un  trou  de  surface  supérieure  à  1  mm 2  sur n ' importe  quel le  surface  n 'est pas  acceptable.  
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Figure 8  – Emplacements  des  pores  
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